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ASTRO-H搭載軟X線撮像検出器SXIにおけるCTIおよびCharge Trail

補正
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我々はASTRO-H搭載軟X線撮像検出器（Soft X-ray Imager : SXI）用CCD素子の開発を行っている。衛星
軌道上のX線 CCDでの大きな問題は、放射線損傷によって格子欠陥（電荷トラップ）ができ、電荷転送非効率
（CTI）が増加することである。CTI増加はゲインの悪化やエネルギー分解能の劣化を引き起こす。この問題を解
決するため、ASTRO-H/SXIでは電荷注入法を導入する。電荷注入法とは、一定間隔で人工的な電荷を注入して
電荷トラップを埋めることで、信号電荷の損失を防ぐものである。実際に、すざく/XISでも使用され、その効果
が実証されている。
我々はこれまでに、エンジニアリングモデルを用いた性能試験の結果から、SXIにおいても電荷注入法が CTI

の増加を軽減することを実証した。しかし電荷注入法を用いても信号電荷の損失をすべて防ぐことはできない。
我々は、電荷注入行から遠ざかるにつれてCTIが増加していること、また転送方向とは逆のピクセルに信号電荷
がもれだすCharge Trailが生じていることを見いだした。CTIおよびCharge Trailを補正するため、55Feを照射
して得たデータを用いて新たな較正手法を構築した。また∼ 0.5 keVから∼ 10 keVのX線を照射し、そのデー
タを用いてエネルギー依存性を考慮した補正を行った。本講演ではその適用結果も報告する。


